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2. Processes of light scattering by nano- and microscopical objects in semiconductors and dielectrics

Реферат:
1. Дисертація присвячена дослідженню процесів розсіяння світла нанорозмірними об'єктами та структурами
на поверхні напівпровідникових кристалів і діелектричних плівок, значно меншими за довжину хвилі
оптичного випромінювання. Встановлено, що розсіяння поверхневих хвиль наночастинками
характеризується просторовим розподілом інтенсивності розсіяного світла, котрий істотно залежить від
функції розподілу наночастинок за розмірами. Розроблено метод порівняння результатів розсіяння
поверхневих і однорідних хвиль. Цей метод застосовано для металевих наночастинок та одновимірних
дефектів поверхні. Встановлено, що при розсіянні світла наномембранами відбувається когерентна
інтерференція від джерел розсіяння, розподілених по товщині плівки. Експериментально продемонстровано
субатомну чутливість розсіяння світла до рельєфу поверхні. Запропоновано метод дискримінації розсіяння
світла рельєфом поверхні та нетопографічними дефектами на ній. Продемонстровано значний внесок
нетопографічного розсіяння в процеси розсіяннясвітла поверхнею пластин кремнію та арсеніду галію.



Показано, що кутова залежність інтегральної інтенсивності розсіяння поверхневих хвиль є індикатором
плазмон-поляритонного резонансу в значно ширшому інтервалі зміни оптичних параметрів прилеглого
середовища, ніж це забезпечує традиційно використовуваний мінімум коефіцієнта дзеркального відбиття.
Розроблено експериментальні методики послідовного та паралельного вимірювання у межах півсфери
просторового розподілу розсіяного світла.

2. The thesis deals with investigation of the processes of light scattering from nano-size objects and structures
(much less than the optical radiation wavelength) on surfaces of semiconductor crystals and dielectric films. It is
obtained that scattering of surface waves from nanoparticles is characterized by spatial distribution of scattered
light intensity; this distribution depends essentially on the nanoparticle size distribution function. A method for
comparing the results of surface and volume wave scattering is developed. This method is applied for metal
nanoparticles and one-dimensional surface defects. For light scattering by nanomembranes, it is shown that
coherent interference from scattering sources distributed in film depth occurs. Subatomic sensitivity of light
scattering to surface relief is demonstrated experimentally. A method for discrimination of light scattering from
surface relief and nontopographic surface defects is developed. A considerable contribution of nontopographic
scatteringto the processes of light scattering from surfaces of silicon and gallium arsenide wafers is demonstrated.
It is shown that angular dependence of the integral intensity of surface wave scattering serves as indicator of
plasmon-polariton resonance in a much wider range of variation of optical parameters of adjacent medium than
that provided by the traditionally used minimum of the specular reflection coefficient. The experimental
techniques of consequent and concurrent measurements of spatial distribution of light scattering within a
hemisphere are developed.
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